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Dr. Francisco Javier Flores Ruiz
Investigador de catedra CONACyYT — IFUAP.

La Microscopia de Barrido de Sonda tiene tres clasificaciones: Microscopia de Barrido de Fuerzas;
Microscopia de efecto tanel; y Microscopia de Campo Optico Cercano. En esta platica se abordara la
Microscopia de Barrido de Fuerzas como una herramienta para medir propiedades fisicas de las
superficies de los materiales a niveles de nano y micro escala. Se describiran algunos métodos que se
han desarrollado y/o implementado para medir cuantitativamente propiedades elasticas, ferroeléctricas,
piezoeléctricas, asi también como de conmutacion ferroeléctrica a escala nanométrica. También se
describira el desarrollo de un método que permite seguir el desempenfio tribolégico y las propiedades

mecénicas a micro-escala de las superficies de los materiales.
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